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1. UVOD

Tato kapitola pojednava o praskovych metodach (praskova met6da, powder 
method), u nichz se jako experimentalni zafizeni uzivaji pfedevsim praskove ko­
mitrky (praskova. komorka, powder camera) (synonymum praskove korrwry (pras­
kova. komora, powder camera)) a praskove difraktometry (praskovy difraktometer, 
powder diffractometer). Na techto zanzenich se zkoumaji polykrystalicke vzorky 
(polykrysta.licka vzorka, polycrystalline specimen, polycrystalline sample), tj. kom­
pa.ktni polykrystaly ( is.,_ Krystal, krystalova struktura, mriezka) nebo skutecne 
praskove vzorky (praskova vzorka, powder specimen, powder sample). 

Zakladnim rysem praskovych metod je to, ze primarni svazek monochromatic­
keho zafeni dopa.da. na velky pocet malych krystahi a vytvan tak charakteristicky 
dijraklni obraz (difrakcny obraz, diffraction image, diffraction pattern), ktery se 
na. fotografickem filmu registruje jako soustava difrakcnich linii, resp. dijraklnich 
krouzku (difra.kcny kruzok, diffraction ring), pfipadne jejich casti. Vzajemna. 
orientace zminenych malych krystahi muze byt nahodna (nahodna, random), 
nebo mohou vykazova.t jistou pfednostni orientaci - texturu (textura, texture). 
Pokud je dijraktujicich (difraktujuci, diffracting) krystalu v ozMenem objemu (ozia­
reny objem, irradiated volume) ma.lo, dijraklni obrazec (difrakcny obrazec, diffrac­
tion pattern) na. filmu, t. j. na. di/raklnim snimku (difrakcna snimka, diffraction 
picture, diffraction photograph) se skla.da ze skvrnitych, (skvrnitychlspotty) di­
frakcnfoh linii, na kterych je mozne rozeznat diskretnf difraklni stopy (synonymum 
dijraklni skvrny (difrakcna skvrna., diffraction spot)) od jednotlivych krystalu. 

Je-li nutne skvrnitost (skvrnitost, spottiness) difrakcnfch linii odstranit, pouzije 
se pndavne zafizenf umoznujfcf otacenf nebo oscilaci vzorku, pffpadne filmu. 

2. PR.ASKOVE KOMirRKY

Male vzorky, resp. vzorky s malou ozafenou plochou (oziarena plocha, irradiated 
area) se zkoumaji v nefokusalnich uspofadanich (nefokusacne usporiadanie, non-­
focusing arrangement) (synonymum uspofadani bez Jokusace (usporiadanie bez 
fokusacie, arrangement without focusing)). Sem patff pfedevsim valcova Debyeova­
Scherrerova komurka: (Debyeova-Scherrerova komorka, Deby&-Scherrer camera), 
v niz se snimkuji vzorky ve tvaru tenke tycinky, ktera je - s moznosti rota.ca -
Umistena V OSe komurky (os komorky, camera axis), jez je kolma na smer primarnfho 
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avazku. Praskova metoda, ktera uziva Debyeovu-Scherrerovu komurku se nazyva. 
Debyeovou-Scherrerovou metodou (Debyeova-Scherrerova met6da, Debye­
Scherrer method) a difraktogram zfskany touto metodou ma nazev debyegram 
(debyegram, Debyegram). 

Komurka 8 rovinnou kazetou (komorka s rovinnou kazetou, flat-cassette camera) 
(synonymum komurka s rovinnym filmem (komorka s rovinnym filmom, flat-film 
camera)) se casto pouziva v uspofadani na odraz (usporiadanie na odraz, back­
reflection arrangement) (synonymum pfi metode zpetne difralcce (met6da spatnej 
difrakcie, back-reflection method)) s velkymi difrakcnfmi uhly. Pokud je vzorkem 
dostatecne tenky kompaktni polykrystal, napf. f6lie a staci registrace s mensimi 
difrakcnimi uhly, uziva se tato komurka i V uspofadani na pruchod (usporiadanie 
na. priechod, forward-reflection arrangement) (synonymum pri pruchodove metode 
(priechodova met6da, transmission method)). Pfipadne se zminena komurka 
e rovinnou kazetou uziva pro praci technikou Jikmych textur (technika sikmych 
textur, oblique-texture method), kdy osa textury vzorku neni rovnobezna se 
sme1em primarniho svazku. Mfsto rovinne kazety se nekdy uziva kuzelova kazeta 
(kuzelova kazeta, conic(al) cassette) nebo valcova kazeta (valcova kazeta, cylindrical 
cassette) jejiz osa je rovnobezna se smerem primarniho svazku. Podobne jako 
u Debyeovy-Scherrerovy komurky se v techto uspofadanich uziva tenky primarni 
svazek monochromatickeho zafeni z bodoveho ohniska k dosazeni male ozafene 
plochy vzorku, protoze obecne se jedna O nefokusacni uspofadani. Jen specialni 
volba geometrie Umoznuje V uspofadanf na odraz dosahnout pfibliznou fokusaci 
zvolene difrakcni linie. 

Folcusacni uspofadani (fokusacne usporiadanie, focusing arrangement) umoznuji 
vyuzit vetsi ozafene plochy vzorku bez ztraty ostrosti difrakcnich linii. V uspofa­
dani na odraz se pfitom uziva divergentni primarni svazek z ohniska rtg. lampy, 
pfipadne z ohniska monochromatoru. Konvergentni primarni svazek, vetsinou 
difraktovany krystalem monochromatoru, se uziva v uspofadani na pruchod. See­
mannova-Bohlinova (metoda) fokusace (Seemannova-Bohlinova (met6da) foku­
sacie, Seemann-Bohlin focusing (method)) je principem Seemannovy-Bohlinovy 
Jokusacni komurky (Seemannovej-Bohlinovej fukusacnej komorky, Seemann­
Bohlin focusing camera), u niz vstupni §terbina (vstupna strbina, entry slit, (input) 
slit) a povrch vzorku lezi nafokusacni kruznici (fokusacna kruznica, focusing circle). 
Braggova-Brentanova (metoda) fokusace (Braggova-Brentanova (met6da) foku­
sacie, Bragg-Brentano focusing (method)) se uplatnuje u vetsiny praskovych 
difraktometru a u semifokusacni komurky (semifokusacna komorka, glancing­
-angle camera, fl.at-specimen camera, flat-layer powder camera}, u ktere osa 
komurky lezi V rovine povrchu vzorku. u Seemannovy-Bohlinovy fokusacni 
komurky a semifokusacni komurky je fotograficky film ve valcove kazete a osa 
kazety (os kazety, cassette axis) je totozna s osou komurky, ktera je - po­
dobne jako u Debyeovy-Scherrerovy komurky - kolma na smer primarniho 
svazku. Specialni symetrickou variantou Seemannovy-Bohlinovy fokusacni 
komurky je Prestonova komurka (Prestonova komorka, Preston camera), u ktere 
je vzdalenost vstupni sterbiny od povrchu vzorku rovna prumeru komurky 
(priemer komorky, camera diameter). 

Kompaktni kombinace Seemannovy-Bohlinovy fokusacni komurky s fokusuji­
cim krystalovym monochromatorem tvofi Guinierovu komurku (Guinierova komor­
ka, Guinier camera). Od ni je odvozena fada dalsfoh komurek, napf. Guinierova­
de Wolfova, Guinierova-Haggova, Guinierova-J agodzinskeho atd. Ve vsech zatim 
zminenych fokusacnych uspofadanich se fokusace dosahuje vyuzitim jistych geo-
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metrickych zakonitosti. Byly podniknuty pokusy (napf. L. K. Freve1;v. Vand) 
dosahnout soustfodeni paprsku pouzitim Sollerovy clony (Sollerova clona, Soller 
slit), coz je soustava kovovych, obvykle rovnobeznych lame}, ktera se casto uziva 
na omezeni rozbihavosti, t. j. divergence (divergencia, divergence) svazku zafenf, 
aniz by se omezoval jeho prufoz. Ve Vandove komurce (Vandova komorka, Vand 
camera) se k fokusaci uziva Sollerova clona, jejiz lamely jsou vuci sobe mime 
skloneny. V tomto pfipade se Sollerova clona uziva k omezeni horizonfalni diver­
gence (horizontalna divergencia, horizontal,divergence, equatorial divergence), coz je 
rozbihavost svazku v rovine rovniku difrakcniho snimku, resp. v rovine fokusacnf 
kruznice. Casteji se vsak Sollerova clona uziva k omezeni vertikalni divergence
(vertikalna divergencia, vertical divergence, axial divergence), t. j. rozbihavosti 
svazku ve smeru osy komurky. 

Mezi praskove komurky se obvykle zafazuje i Gandolfiho komurka (Gandolfiho 
komorka, Gandolfi camera), V niz z maleho monokrystalu ("-._Krystal, krystalova 
struktura, mriezka) rotujfcfho SOUcasne kolem dvou OS svfrajfcfch navzajem uhel 
45°, dostaneme stejny difrakcni snimek jako od obvykleho praskoveho, resp. poly­
krystalickeho vzorku. Pokud potfobujeme zvlastl malou ozafonou plochu vzorku, 
pffpadne malou divergenci primarn:iho svazku, pouzijeme mikrosvazek (mikro­
zvazok, microbeam), z mikroohniska (mikroohnisko, microfocus) a v mikrokomurce
(mikrokomorka, microcamera) ziskame mikrodifrakcni snimek (mikrodifrakcna 
sn:imka, microdiffraction picture). 

Mezi komurky pro difrakci za zvlastnfch podminek patff pfodevsfm vysoko­
teplotni komurky (vysokoteplotna komorka, high-temperature camera) - napf. 
Guinierova-Lenneova komurka - dale nizkoteplotni komurky (nizkoteplotna ko­
morka, low-temperature camera), vysokotlake komurky (vysokotlakova komorka, 
high-pressure camera) a komurky s kontrolovanou atmosferou (komorka s kontrolo­
vanou atmosferou, camera with controlled atmosphere) (synonymum komurky
s definovanou atmosjerou (komorka s definovanou atmosferou, camera with defined 
atmosphere)) vcetne vakuovych komurek (vakuova komorka, vacuum camera). 

Krome uz zm.inenychfilmovych kazet (filmova kazeta, film cassette), je podstatnou 
souc;isti kazde komurky drzak vzorku (drziak vzorky, specimen holder, sample 
holder) a kolimator (kolimator, collimator) nebo sterbina pro vymezeni primarniho 
svazku. z hlediska bezpecnosti prace se zarenim i kvality difrakcnfch snimku -
zejmena kvuli nizkemu pozadi (pozadie, background) - je dulezity lapac primar­
niho svazku (lapac primarneho zvazku, primary beam stop, primary beam trap), 
ktery napf. u Debyeovy-Scherrerovy komurky ma podobu vystupni trubice (vy­
stupna trubica, exit-tube) obsahujfci cerny papir, ftuorescencni stinitko (fluores­
cencne tienidlo, fluorescent screen) a olovene sklo s vyznacenym nitkovym kfizem
(nitkovy kriz, cross-lines, cross-hairs). Tim soucasne umoznuje presne justovani
(justovanie, adjustment) cele komurky a .zvlaste vzorku do smeru prima,rnfho, 
svazku. Komurka jako celek je pohyblive ulozena na zavesu (zaves, support), 
resp. na nosici (nosic, carrier) nebo na stojanu (stojan, stand, frame), pffpadne na 
podstavci (podstavec, base), jejichz konstrukce umoznuje pfesne nastaveni (nasta­
venie, alignment) komurky ke zdroji zareni. Nektere praskove komurky jsou 
jeste vybaveny specialnimi bfity (brit, (cutting) edge), jejichz stiny na difrakcnim 
snimku slouzi ke kalibraci (kalibracia, calibration) pro odecteni difrakcnich uhlu
( "-._ Difrakcia rtg. ziarenia na krystalickych latkach). Specialni, napf. asymetricke 
ulozeni filmu (ulozenie filmu, film loading) podle Straumanise, nebo pouziti stan­
dardu (standard, standard), ci expozice stopy primarniho svazku (stopa primarneho 
zvazku, primary beam spot, primary beam mark) ma tentyz ucel. 
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3. PRASKOVE DIFRAKTOMETRY

V praskovem difraktometru probiha snimani (snimanie, scanning) (synonymum 
8kanovani (skanovanie, scanning)) a registrace smeroveho rozlozeni zafeni difrak­
tovaneho praskovym ci polykrystalickym vzorkem elektronicky. K tomu je vybaven 
detektorem zafeni ( l'\.Fyzika rtg. lucov, generatory a detektory rtg. ziarenia) 
a pohonnym mechanismem na otaceni drzaku vzorku a ramena detektoru (rameno 
detektoru, detektor arm). Krome elektrickeho pohonu pro bezny automaticky 
provoz (automaticka prevadzka, automatic operation), maji difraktometry i rucni 
pohon (rucny pohon, hand drive), ktery se vyuziva pfi justovani, nastaveni vy­
chozich poloh drzaku vzorku a ramena detektoru apod. U starsich typu difrakto­
metru se uhel (nastaveni) detektoru (uhol (nastavenia) detektoru, diffractometer 
(setting) angle) obvykle odecita na stupnici, ktera se opticky promita na matnici 
pristroje a uhel (natoceni) vzorku (uhol (natocenia) vzorky, glancing angle) je 
zpravidla na delenych kruzich s noniem. u novejsich pristroju se velikosti zmine­
nych uhlu zobrazuji pomoci elektronickych prvku. V dalsim textu, pokud nebude 
uvedeno jinak, se bude jednat o difraktometr s Braggovou-Brentanovou fokusaci'.. 
Jeji nedostatek u semifokusacni komurky - totiz fokusace jen jedne difrakcni 
linie - u difraktometru odpada diky postupnemu snimani difrakcnfoh linii, coz 
umozimje splnit fokusacni podminky vzdy jen pro sledovany difrakcni uhel. 

Mefeni na difraktometru obvykle zacina z pocatecniho stavu, ve kterem je 
mezi uhlem (natoceni) vzorku (0) a uhlem detektoru (20) nastaven pomer l : 2, 
t. j. z nastaveni 0 : 20 (nastavenie 0-20, 0-20 setting) (synonymum nastaveni
2 : 1 (nastavenie 2 : 1, 2 : l setting)). S pevnou vazbou 0-20 (vazba 0 : 20,
0 : 20 coupling) pak nasleduje otaceni vzorku i detektoru, t. j. probiha pohyb
0 : 20 (pohyb 0 : 20, 0 : 20 motion), kterym se realizuje snimani 0 : 20 (sni­
manie 0 : 20, 0 : 20 scan) (synonymum mefeni (v rezimu) 0 : 20 (meranie
(v rezime) 0 : 20, 0 : 20 following)). Krome tohoto tzv. normalniho provozu
difraktometru (normalna prevadzka difraktometra, normal diffractometer opera­
tion) se soucasnym pohybem vzorku a detektoru (2 : 1) (sucasny pohyb vzorky
a detektoru (2 : 1), simultaneous detector and specimen motion (2 : 1)), vyzadujf•
foseni nekterych problemu difraktometricka mefeni se stacionarnim tletektorem
(meianie so stacionarnym detektorom, stationary detector measurement) (a po­
hyblivym vzorkem) t. j. pohyb vzorku s nehybnym detektorem (pohyb vzorky s ne­
hybnym detektorom, specimen motion with the stationarv detector) nebo naopak
mefeni se stacionarnim vzorkem (meranie so stacionarnou vzorkou, stationary
specimen measurement) (a pohyblivym detektorem) t. j. pohyb detektoru s nehybnym
vzorkem (pohyb detektoru s nehybnou vzorkou, detector motion with a stationary
specimen).

u vsech tri zminenych zpusobu mefeni muzeme zvolit spojite snimani (spojite 
snimanie, continuous scan) (synonymum spojity zpusob mefeni (spojity sposob 
merania, continuous scanning (mode of measurement))) (nebo krokove snimani 
(krokove snimanie, step scan) (synonymom krokovy zpusob mefeni (krokovy sposob 
merania, stepwise scanning)). V obou pripadech se nastavi pocatecni bod (zaciatocny 
bod, starting point) uhloveho intervalu a uhlova rychlost otaceni vzorku, resp. 
ramena detektoru. Koncovy bod (koncovy bod, terminal point, end point) mefeni 
je uz zpravidla dan pfodvolbou velikosti kroku (vefkos£ kroku, step size) a poctu 
kroku (pocet krokov, step number). Volba parametru mefeni vychazi z kompromisu 
mezi pozadovanou intenzitou difraktovaneho zafeni, rozlisovaci schopnosti (rozliso­
vacia schopnost, resolving power) a geometrickymi a fyzikalnimi aberacemi (geo­
metricke a fyzikalne aberacie, geometrical and physical aberrations). 
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Podstatnou soucasti praskoveho difraktometru je goniometr (goniometer, gonio 
meter), ktery slouzi k nataceni vzorku a ramena detektoru do urcite uhlove polohy 
viici smeru primarniho svazku a. tim soucasne k mefeni prislusnych uhlii. K vy­
mezeni smerii primarniho a difraktovaneho svazku je opatfen kolimalnim Bystemem 
(kolimacny system. collimating system) (synonymum BgBtemem clan (system elem, 
system of slits)). K prvnimu vymezeni primarniho svazku slouzf vBtupni clona 
{vstupna clona, input slit, entry slit), kterou casto na.hrazuje pffmo ohnisko rent­
genove lampy" nebo ohnisko monochromatoru. Divergenlni clona (divergencna 
-clona, divergence slit) omezuje horizontalni divergenci primarniho svazku, cimz
vymezuje jeho sifku v miste vzorku a tim i ozafenou plochu vzorku. Nektere
modernejsi difraktometry maji automatickou divergenlni clonu (automaticka diver­
gencna clona, automatic divergence slit) (synonymum theta-kompenzalni clonu
{theta-kompenzacna clona, theta-compensating slit)), jejfz sifka se pfi mefeni
meni tak, ze ozafona plocha vzorku ziistava. konstantni. Vysku primarniho i di­
fraktovaneho svazku Casto vymezuji jednoduche, vymenitelne za80UVaci clony
(zasuvacia clona, sliding shutter), ktere v miste mezi divergencni clonou a vzorkem
a zejmena mezi vzorkem a detektorem soucasne plni funkci (proti-) rozptylove clony
((proti-)rozptylova clona, (anti-)scatter slit). Na omezenf vertikalni divergence
se do difraktovaneho a. casto i primarniho svazku vklada Sollerova clona. Fred
detektorem je clona detektoru (clona detektoru, receiving slit, detector slit).

Spolecna osa rotace vzorku a. detektoru je o8ou goniometru (os goniometra,
goniometr axis). Kruznice, po ktere se pohybuje clona detektoru, se nazyva.
kruznici goniometru (kruznica goniometra, goniometer circle) a lezi v ravine gonio­
metru (rovina goniometra, goniometer plane). Priisecnfk osy a roviny goniometru
je Btfed goniometru (stred goniometra, goniometer centre). Pffmka prochazejfcf
stfodem goniometru a stfedem clony detektoru v jeho nulove poloze se nazyva.
nulovou larou (nulova ciara, zero line) (synonymum Btfedovou larou (stredova.
ciara, median line)). Vzdalenost osy goniometru od zdroje zafeni je polomer gonio­
metru (polomer goniometra, goniometer radius, radius of the goniometer circle).
Zdrojem zafoni zde rozumime vstupni clonu difraktometru nebo ohnisko rtg. lampy
ci ohnisko monochromatoru, pokud tuto clomu pffmo nahrazuji. Je-li rovina
goniometru horizontalnf, mluvime o horizontalnim goniometru (horizontalny gonio­
meter, horizontal goniometer). Pokud je rovina goniometru vertikalni, jedna se
o vertikalni goniometr (vertikalny goniometer, vertical goniometer). Analogicky
jako u praskovych komiirek rozumime horizontalni divergenci rozbihavost svazku
v rovine goniometru a vertikalnf divergenci rozbihavost svazku ve smeru osy 
goniometru. 

U Braggova-Brentanova goniometru (Braggov-Brentanov goniometer, Bragg­
Brentano goniometer) jefvzdalenost"clony detektoru od osy goniometru stejna jako 
osy goniometru od zdroje zafoni. Navic jsou behem mefeni obe tyto vzdalenosti 
konstantni, zatim co polomer fokusacni kruznice se s difrakcnim uhlem menf a jeji 
stied se posouva tak, aby se povrch vzorkii stale dotykal fokusacni kruznice. 
U Seemannova-Bohlinova goniometru (Seemannov-Bohlinov goniometer, Se­
emann-Bohlin goniometer) jsou zdroj zareni a vzorek stacionarne umisteny na 
fokusacni kruznici, jejiz polomer se nemeni a stred ziistava na miste. Pohybuje 
se tedy jen detektor a to tak, aby clona detektoru byla stale na fokusacni 
kruznici, takze vzdalenost detektoru od vzorku se meni. Braggiiv-Brentanuv 
goniometr se nekdy oznacuje jako stfedovy goniometr (stredovy goniometer, 
central goniometer), zatimco mene rozsifony Seemannuv-Bohlinuv goniometr 
jako telny goniometr (tangencialny goniometer, tangent(ial) goniometer), ale 
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toto oznacenf se ptilis neujalo. Braggova-Brentanova fokusace se uplatnuje 
take u theta-theta goniornetru (theta-theta goniometer, theta-theta goniometer), 
ve kterem se detektor i zdroj zafoni pohybuji soucasne proti sobe nad horizon­
talnim povrchem stacionarniho vzorku. Tento goniometr je zvlast vhodny na 
sledovani difrakce kapalin. 

U vsech zatim zminenych goniometru se jednalo O uspotadani na odraz. U ten­
kych vzorku je mozne pouzit uspofadani na pluchod a to V nekolika modifikacfoh. 
Pfodevsim se jedna o syrnetricke uspofadani na pruchod (symetricke usporiadanie 
na priechod, symmetrical transmission arrangement), ktere je protejskem syme­
trickeho uspofadani na odraz (symetricke usporiadanie na odraz, symmetrical 
reflection arrangement), obvykleho v goniometrech s Braggovou -Brentanovou 
fokusacf. Nekdy se pouziva uspofadani na pruchod s kolmym dopadem (usporiadanie 
na priechod s kolmym dopadom, normal (-beam) transmission arrangement) pri­
marniho svazku na vzorek. Pfi zminenych uspofadanich na pruchod nedochazi 
v goniometru k fokusaci difraktovaneho svazku, takze se uzivaji sirokc clony 
detektoru. Aby tim pfilis neklesala rozlisovacf schopnost, vklada se pfed <lctektor 
dalsi Sollerova clona, tentokrat k omezenf horizontalnf divergence difraktovaneho 
svazku. V ptipade uzkeho caroveho zdroje zateni ma tato clona jednotlive lamely 
vuci sobe lehce skloneny v mite odpovidajici horizontalni divergenci primarniho 
svazku, ktera ted muze byt relativne velka, takze lze dosahnout dostatecne velke 
mefone intenzity. Pokud se ke zvyseni intenzit pouzije siroky zdroj zafoni, vkladaji 
se do difraktovaneho i primarniho svazku k omezeni jejich horizontalni divergence 
obvykle Sollerovy clony s rovnobeznymi lamelami. Mluvime pak o uspofadani na 
pruchod s rovnobeznym svazkem (usporiadanio na priechod s rovnobeznym zviizkom, 
parallel-beam transmission arrangement). V rtg. tenzometrii se pouziva uspofadani 
na odraz s rovnobeznym svazkem (usporiadanie na odraz s rovnobeznym zviizkom, 
parallel beam reflection arrangement). 

Z pfidavnych zafizeni (pridavne zariadenie, (additional) attachment) se k prasko­
vym <lifraktometrum casto dodava goniometricka hlavice (goniometricka hlavica, 
goniometric head), nekdy texturni nastavec (texturny nastavec, texture attach­
ment) nebo vysokoteplotni nastavec (vysokoteplotny nastavec, high-temperature 
attachment) pfipadne nizkoteplotni nastavec (nizkoteplotny nastavec, low-tempera­
ture attachment) ci vakuovy nastavec (vakuovy nastavec, vacuum attachment). 
Obvykle se dodavaji ruzne pomucky pro justovani difraktometru a upevneni vzorku 
(upevnenie vzorky, sample mounting). Nekdy je vhodny automaticky menic vzorku 
(menic vzoriek, sample changer). u hrubozrnnych materialu je casto nutny rotacny 
drzak vzorku (rotacny drziak vzorky, sample spinner), ktery umoznuje otacenf 
vzorku v rovine jeho povrchu. Dulezity je monochromator primarniho svazku (mono­
chromator primarneho zvazku, primary beam monochromator) (synonymum 
primarni monochromator (primarny monochromator, primary monochromator)) 
a pfipadne i monochromator difraktovaneho svazku (monochromator difraktovaneho 
zviizku, diffracted beam monochromator) (synonymum sekundarni monochromator 
(sekundarny monochromator, secondary monochromator)). 

4. ZAV:li:RECNE POZN AMKY

Pfiprava vzorku (priprava vzorky, sample preparation, specimen preparation) 
vyzaduje venovat pozornost nasledujicfm faktorum: velikosti Mstic (vefkos£ castic� 
particle size), tlou§fce vzorku (hrubka vzorky, sample thickness), pfednostni orientaci 
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(prednostna orientacia, prefered orientation), deformaci a tvafeni za studena (defor­
macia a tvarnenie za studena, strain and cold-working) a rovinnosti povrchu (rovin­
nos£ povrchu, surface flatness, surface planarity). U kompaktnich polykrystalu 
lze nekdy pfipravu vzorku omezit na bezne zpusoby opracovani k dosazeni vhodne 
velikosti a tvaru vzorku. Postup pfipravy je obvykle slozitejsi u praskovych vzorku, 
kde je nekdy nutne drcenim, mletim nebo pilovanim z kompaktniho materialu 
dosahnout vhodne velikosti castic a pak pfipadne zihanim (zihanie, annealing) 
odstranit vnitfni napeti (vnutorne napatie, internal stress). Pro expozici v Debyeo­
ve-Scherrerove komurce se obvykle Mstice prasku lepi na vlakno nebo pechuji 
do kapilary (kapilara, capillary). Praskove vzorky s rozmernym povrchem se 
pfipravuji lisovanim prasku do dutiny V (lisovaci) matrici. Zvlaste u prasku 
s velkymi Msticemi je nekdy nutne pouzit vhodne pojivo. Lisovanim smesi zkou­
maneho prasku s pojivem do vhodne (lisovaci) formy lze pfipravit vzorky pozado­
vaneho tvaru. Casto je vyhodne umistnovat zkoumany mater1al pfimo do drzaku 
vzorku plnenim ze zadu (plnenie zozadu, back-loading), nebo plnenim z boku (plnenie 
z boku, side-loading). 

Pokud nas zajimaji pouze polohy difrakcnich linii (poloha difrakcnej linie, 
diffraction line position), vyhodnocujeme difrakcni snimek na prosvetlovacim stolku 
(presvetfovaci pult, portable illuminator) nebo na komparatoru (komparator, 
(X-ray film) comparator). Mefenim hustoty zcernani (hustota zcernania, density 
of blackening) na (mikro-)fotometru ((mikro-)fotometer, (micro-)photometer) podel 
difrakcniho snimku ziskame fotometricky zaznam (fotometricky zaznam, photo­
meter record(ing)). Podobne ze zapisovace nebo tiskarny u difraktometru dosta­
neme difraktometricky zaznam (difraktometricky zaznam, diffractometer record­
(ing)). Zminene fotometricke nebo difraktometricke zaznamy, tj. difrakcni zaznamy 
(difrakcny zaznam, diffraction record, record of diffraction pattern) mohou byt 
analogove nebo digitalni. 

KOMENTAft 

K vystizeni ruznorodosti zpusobu a zaffzeni pouzivanych pfi sledovani difrakce­
na polykrystalickych latkach uzivame termin praskove metody V mnoznem cisle. 
V souladu napf. s [l] Debyeovu-Scherrerovu metodu pak povazujeme jen za jednu 
z praskovych metod. Pokud se u nekterych termirni vyskytuji synonyma, prefe­
rovali jsme to, ktere je podle naseho nazoru V cestine i slovenstine uzivanejsi (tedy 
spis komurka nez komora). Slovo ,,spojita" a ,,nespojita" (u difrakcni linie) do­
porucujeme uzivat spise jako soucast matematickych terminu, napf. spojite zobra­
zeni, nespojita funkce a v souladu s anglictinou mluvit o skvrnitych difrakcnich 
liniich a jejich skvrnitosti. Pokud je nam znamo, V anglictine se totiz uziva jen 
termin diffraction spot - difrakcni skvrna, ktery zavadime jako synonymum 
difrakcni stopy. V pfipade nutnosti doporucujeme mluvit o souvislych difrakcnich 
liniich. Slovo nahodny chapeme jako soucast ruznych terminu, napf. nahodna 
orientace, nahodne cislo, nahodny proces a pod. J eho zahrnutim mmi terminy 
se snazime vyloucit mene vhodne ,,nahodily" nebo nevhodne ,,randomni". Termin 
nefokusacni uspofadani upfednostnujeme pfed uspofadanim bez fokusace jednak 
z gramatickych duvodu (odborny termfn ma byt podstatne jmeno, pfed kterym 
je pfipadne upfesnujici pfidavne jmeno), dale z duvodu symetrie (fokusacni -
nefokusacni), ale hlavne po obsahove strance nam pfipada slovo nefokusacni vy­
stiznejsi (ve zminenem uspofadani se paprsky nefokusuji, nedochazi k fokusaci 
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-a nejedna se tedy o to, ze se fokusace ztrati a dojde k stavu bez fokusace). U termfnu
uspofadani na odraz jsme nuceni respektovat skutecnost, ze se u mis uz dlouho
bezne uziva [2, 3]. Jeho nekdejsi synonymum - metoda zpetneho paprsku - [4]
se neujalo a proto navrhujeme vecne spravnejsi termin metoda zpetne difrakce,
avsak opet jen jako synonymum. Duvodem je obecne rozsifenf a ustalenf terminu
uspofadani na odraz - uspofddani na pruchod a jejich symetrie. U terminu
uspofadani na pruchod je nutne zduraznit, ze i jeho slovensky ekvivalent - uspo­
riadanie na priechod - se jiz dlouhou dobu bezne UZlVll.. Je to V dobre shode se
skutecnostf, ze ceska slova zacinajfcf slabikou pru- majf ve slovenstine ekvivalenty
zacfnajfoi na prie-, zatimco slova zacfnajfcf V cestine slabikou pre- majf ekvivalenty
zacfnajfci na pre- (napr. pruliv - prieliv, preliv - preliv). Naproti tomu slovnfky
[5, 6] nynf pozaduji ve slovenstine rozlisenf ve tvaru prechod (dej) a priechod
(misto deje), coz by melo vest k terminu ,,usporiadanie na prechod". Presto
doporucujeme ponechat termin usporiadanie na priechod, a.by nedoslo k rozporu
8 vyse uvedenymi skutecnostmi. 

Musime doporucit prevzeti termfnu theta-theta goniometr, protoze nemame 
vhodnou nahradu a ani nepovazujeme za ucelne ji hledat. Vychazime pritom 
Z faktu, Zt' tento termin Se Ustalil i V jazycfoh, ktere spfse nez cestina nebo sloven­
stina si vytvafejf vlastnf nazvy, napr. V nemcine. Uvedeny tvar je totozny s mezi­
narodne rozsffonym i pokud se tyka poradf slov (je mozne zvazit napr. ,,goniometr 
0-0"). Pfipominame, ze V nasf fyzikalnf literature se bezne Uzfvajf termfny
jako napr. castice oc, rozpad beta, n-mezon. Podobne poznamky by se zrejme tykaly
i w-goniometru a 'ljJ-goniometru, 0 nichz predpokladame, ze budou popsany V kapi­
tole o rentgenove tenzometrii. V podstate stejne jako theta-theta goniometr mu­
sime zduvodnit i plneni ze zadu a plneni z boku.

Existuji difraktometricka mefonf, u kterych mezi primarnfm svazkem a povr­
chem vzorku nenf difraklni uhel ci Braggu1! uhel. Proto pouzfvame terminy uhel 
(natoceni) vzorku a uhel (nastaveni) detektoru, ktere popisujf primarni, obecne 
pojmy. 

z predchoziho textu plyne, ze jako synonyma uvadime terminy, ktere by mely 
spise vymizet. V pripade snimani (synonymum skanovani) vsak jde o vyjimku. 
Podle naseho nazoru by se i u nas, 11odobne jako v jinych jazycich, melo zavest 
skanovani jako bezny odborny termin. Zatim ho uvadfme jako synonymum jenom 
pr'.>to, a.by toto zavedeni bylo postupne a nenasilne. Respektujeme totiz tu skutoo­
nost, ze ve znacne casti nasi vefojnosti prevlada zatim prilis jednostranne cha.pan{ 
anglickeho slova ,,scanning" jako postupne, podrobne prohlizenf neceho (bod 
po bodu). Pokud je nam znamo, soucasna. anglictina uziva toto slovo volneji, 
v sirsim vyznamu. Jedna se napr. o ,,stepwise scanning" v difraktometru s krokem 
asi 1°, kde tezko jde O ,,podrobne prohlizeni bod po bodu", nebo se dela ,,scanning" 
s pozicne citlivym detektorem, kde evidentne nejde o ,,postupne prohliteni". 

Na zaver se vracime k terminu difraklni obraz, a.by se vymezil jeho vztah 
k dalsim, nami uzivanym terminum. V souladu s definicf v kapitole ,,Difrakcia 
rtg. ziarenia na krystalickych latkach" nebo v [2] na str. llO uvadime, ZE: difraklni 
obraz je smerova. distribuce intenzity difraktovaneho zafoni nebo jeji reprezentace 
v reciprokem prostoru. Difrakcni zaznam je vysledek registrace difrakcniho obrazu 
(obr. 1). Obe formy difrakcnihp zaznamu, tj. analogova ( = difraktogram) i digi­
talnf, mohou byt jednorozmerne (napf. u praskoveho difraktometru) nebo dvou­
rozmerne (na filmu, na displeji). Difraklni obrazec je geometricky obrazec (utvar), 
ktery vidime na dvourozmernem analogovem difrakcnim zaznamu. Difraklni 
snimek je dvourozmerny analogovy difrakcnf zaznam na filmu. 
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di frak<::ni obraz 

d1frak<::ni zaznam 

1 
analogovy c� difrakLogram) digltalni (: soubor <::isel) 

jednorozmerny dvourozmerny jednorozmerny dvourozmerny 

> napf difraki::ni snimek, na kterem 

vidime difraki::ni obrazec 

> napf difrakLomeLricky zaznam

Obr. 1. Vztah mezi pojmy difraklni obrm: a difrak�nl :i:aznam.
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